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Difração de Raio X, Fluorescência, Cristalografia. Espectrometria de Massa. Projeto: Experiência com Difusão, Análise com Microscopia Óptica e Eletrônica.

PROGRAMA

                                Parte a) ESPECTROMETRIA DE MASSA

1- Noções de plasma e descargas elétricas em gases:

     o que é; ionização e formação do plasma; descarga elétrica de laboratório; plasma de descarga elétrica.

2 - Noções de processamento de materiais por plasma: 

     interação plasma-metal; exemplos (nitretação e descarbonetação). 

3 - Espectrometria de massa: 

     para que serve; analogia com a técnica de espectroscopia óptica 

     princípio; Espectros de massa (isótopos; ionização dupla e tripla; fragmentos; massas fracionárias; considerações gerais; espectro analógico e histograma; espectrometria de massa ICPMS (a confirmar); espectrometria de massa Tempo-de-vôo (a confirmar); nitretação/descarbonetação; estudo de resíduos na remoção de ligantes)

4 - Aula Prática

     visita ao laboratório de Espectrometria de Massa do Labmat.

                                   Parte b) DIFRAÇÃO DE RAIOS-X

1 - Ondas eletromagnéticas:

campos E e B; propagação; a velocidade da luz, comprimento de onda e freqüência; índice de refração; o espectro de freqüências - aplicações. 

2 - Ondas e obstáculos: 

     absorção; reflexão; refração; difração 

3 - Prática: 

      Demonstrações sobre: reflexão; refração; difração; fio de cabelo; medida da espessura de um fio; pinhole; uma fenda; grade de difração; pó 

4 - Difração de raios-X:

     o que é;  princípio (raios-X, comprimento de onda, como são gerados e detectados; difração de raios-X; cristais amorfos; o difratômetro; difratograma); aplicações na indústria; aplicações na pesquisa. 

5 - Aula prática

     carbono, grafite e diamante; sal e açúcar; análise de material-X (relatório). 
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AVALIAÇÃO

2 provas: Prova I (50% da Nota Final); Prova II (50% da Nota Final); 

Recuperação - de acordo com Regulamento da Graduação: [(NF + Rec)÷2].
